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(57)【要約】
【課題】本発明は、例えば有機ＥＬ素子によるアクティ
ブマトリックス型の画像表示装置に適用して、発光輝度
の劣化の予測精度を従来に比して格段的に向上する。
【解決手段】本発明は、画像データの階調を補正して発
光輝度を補正する構成において、所定の導出関数を用い
て求めた輝度情報に基づいて、複数の受光素子の受光結
果を用いた補間演算処理により発光輝度の劣化量を予測
することにより、従来に比して簡易な構成により発光輝
度を予測する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自発光素子により画像データを表示する画像表示パネルと、
　前記画像表示パネルの出射光を受光する複数の受光素子と、
　前記複数の受光素子の受光結果を処理して、前記画像データの階調を補正する輝度補正
部とを有し、
　前記輝度補正部は、
　前記画像データを導出関数で処理して、前記自発光素子を一定の階調で一定時間駆動し
た場合の階調又は駆動時間を算出する輝度情報計算部と、
　前記複数の受光素子の受光結果を前記輝度情報計算部で計算された階調又は駆動時間で
補間演算処理し、前記画像データの補正量を設定する補正量決定部とを有する
　画像表示装置。
【請求項２】
　前記導出関数が、
　発光輝度の劣化速度の階調依存性を示す劣化速度変換関数を用いて、前記画像データの
階調を重み付け平均する関数である
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記導出関数が、
　発光輝度の単位劣化量の劣化に要する時間の階調依存性を示す劣化速度関数を用いて重
み付けして、前記画像データの各階調による表示時間を集計する関数である
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記画像表示パネルは、
　マトリックス状に前記自発光素子を配置して画像表示部が形成され、前記画像表示部以
外の部位にダミーの自発光素子が複数配置され、
　前記複数の受光素子は、
　前記ダミーの自発光素子の出射光をそれぞれ受光する受光素子である
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記自発光素子が、有機ＥＬ素子である
　請求項４に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記ダミーの自発光素子は、
　前記画像表示パネルの裏面側に出射光を出射し、
　前記受光素子が、画像表示パネルの裏面側に配置された
　請求項４に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　自発光素子により画像データを表示する画像表示パネルと、
　前記画像表示パネルの出射光を受光する複数の受光素子とを備える画像表示装置の駆動
方法であって、
　前記複数の受光素子の受光結果を処理して、前記画像データの階調を補正する輝度補正
ステップを有し、
　前記輝度補正ステップは、
　前記画像データを導出関数で処理して、前記自発光素子を一定の階調で一定時間駆動し
た場合の階調又は駆動時間を算出する輝度情報計算ステップと、
　前記複数の受光素子の受光結果を前記輝度情報計算ステップで計算された階調又は駆動
時間で補間演算処理し、前記画像データの補正量を設定する補正量決定ステップとを有す
る
　画像表示装置の駆動方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置及び画像表示装置の駆動方法に関し、例えば有機ＥＬ（Electr
o Luminescence）素子等の自発光素子を用いたアクティブマトリックス型の画像表示装置
に適用することができる。本発明は、所定の導出関数を用いて求めた輝度情報に基づいて
、複数の受光素子の受光結果を用いた補間演算処理により発光輝度の劣化量を予測するこ
とにより、従来に比して簡易な構成により発光輝度を予測する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬ素子を用いたアクティブマトリックス型の画像表示装置の開発が盛んに
なっている。ここで有機ＥＬ素子は、発光効率と駆動電流との乗算値で発光輝度が表され
る電流駆動型の自発光素子である。有機ＥＬ素子を用いたアクティブマトリックス型の画
像表示装置は、有機ＥＬ素子と有機ＥＬ素子を駆動する駆動回路とによる画素回路をマト
リックス状に配置して有効画素領域である画像表示部が形成され、この画像表示部で所望
の画像を表示する。
【０００３】
　しかしながら有機ＥＬ素子は、長時間使用すれば使用する程、発光効率が低下する。ま
た有機ＥＬ素子は、この発光効率の低下速度に階調依存性があり、発光輝度が高ければ高
い程、発光効率の低下が速くなる。従って有機ＥＬ素子を使用した画像表示装置は、長期
間の使用により、発光輝度が低下し、色度が変化する。またコントラストの大きな静止画
像を長時間表示すると、いわゆる焼き付きが発生する。そこで例えば特開２００７－１５
６０４４号公報には、発光輝度の低下を防止する構成が開示されている。
【０００４】
　ここでこの特開２００７－１５６０４４号公報に開示の手法は、画像表示部以外の部位
に、モニタ用の有機ＥＬ素子（以下、ダミーの有機ＥＬ素子と呼ぶ）及び受光素子が設け
られる。この手法は、このダミーの有機ＥＬ素子における発光輝度の低下を受光素子を用
いて検出する。またこの検出結果を使用して、各階調で有機ＥＬ素子を駆動した場合の劣
化量を予測する。またこの予測結果を用いて、画像表示部に設けられた有機ＥＬ素子の階
調により、画像表示部に設けられた有機ＥＬ素子の発光輝度を予測する。またこの予測結
果に基づいて画像データの階調を補正して発光輝度を補正する。
【０００５】
　すなわち図５に示すように、所定階調Ｌで発光させた場合の有機ＥＬ素子の発光輝度ｙ
は、次式で表すことができる。ここでｔは、発光時間である。またｇ（Ｌ、Ｌｏ）は、階
調Ｌｏで発光させた場合の発光輝度の低下速度から、階調Ｌで発光させた場合の劣化速度
を求める関数であり、発光輝度の劣化速度の階調依存性を示す劣化速度変換関数である。
従って劣化速度変換関数ｇ（Ｌ、Ｌｏ）は、階調Ｌが増大するに従って値が増大する。ｙ
＝ｆ（ｔ、Ｌｏ）は、発光輝度の補正に使用する基準の劣化カーブであり、以下において
マスタ劣化カーブと呼ぶ。またｙ＝ｆ（ｔ、Ｌ）を階調Ｌの劣化カーブと呼ぶ。なお図７
では、発光輝度ｙを正規化して示す。
【０００６】

【数１】

【０００７】
　特開２００７－１５６０４４号公報に開示の手法は、この（１）式の関係に基づいて、
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ダミーの有機ＥＬ素子で検出される発光輝度の劣化量（１－ｆ（ｔ、Ｌｏ））に、劣化速
度変換関数ｇ（Ｌ、Ｌｏ）を乗算し、各階調で有機ＥＬ素子を駆動した場合の発光輝度の
劣化量（１－ｆ（ｔ、Ｌ））を予測する。また画像表示部に設けられた有機ＥＬ素子の階
調に応じてこの予測結果を選択して累積し、各画素における発光輝度を予測する。
【特許文献１】特開２００７－１５６０４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながらこの特開２００７－１５６０４４号公報に開示の手法は、マスタ劣化カー
ブの存在を前提とする構成であり、結局、マスタ劣化カーブを記録して保持することが必
要になる。このため構成が複雑になる問題がある。
【０００９】
  本発明は以上の点を考慮してなされたもので、従来に比して簡易な構成により発光輝度
を予測することができる画像表示装置及び画像表示装置の駆動方法を提案しようとするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するため請求項１の発明は、自発光素子により画像データを表示する
画像表示パネルと、前記画像表示パネルの出射光を受光する複数の受光素子と、前記複数
の受光素子の受光結果を処理して、前記画像データの階調を補正する輝度補正部とを有す
る画像表示装置に適用する。ここで、前記輝度補正部は、前記画像データを導出関数で処
理して、前記自発光素子を一定の階調で一定時間駆動した場合の階調又は駆動時間を算出
する輝度情報計算部と、前記複数の受光素子の受光結果を前記輝度情報計算部で計算され
た階調又は駆動時間で補間演算処理し、前記画像データの補正量を設定する補正量決定部
とを有する。
【００１１】
　また請求項７の発明は、自発光素子により画像データを表示する画像表示パネルと、前
記画像表示パネルの出射光を受光する複数の受光素子とを備える画像表示装置の駆動方法
に適用する。ここで前記複数の受光素子の受光結果を処理して、前記画像データの階調を
補正する輝度補正ステップを有し、前記輝度補正ステップは、前記画像データを導出関数
で処理して、前記自発光素子を一定の階調で一定時間駆動した場合の階調又は駆動時間を
算出する輝度情報計算ステップと、前記複数の受光素子の受光結果を前記輝度情報計算ス
テップで計算された階調又は駆動時間で補間演算処理し、前記画像データの補正量を設定
する補正量決定ステップとを有する。
【００１２】
　請求項１又は請求項７の構成によれば、画像データから導出関数を用いて自発光素子を
一定の階調で一定時間駆動した場合の階調又は駆動時間を算出し、この階調又は駆動時間
を用いて複数の受光素子の受光結果を補間演算処理して画像データの補正量を設定するこ
とができる。従ってマスタ劣化カーブを記録して保持しなくても、発光輝度の低下を補正
することができ、従来に比して簡易な構成により発光輝度を予測することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、従来に比して簡易な構成により発光輝度を予測することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳述する。なお説明は、以下の順
序で行う。
１．第１の実施の形態
２．第２の実施の形態
３．第３の実施の形態
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４．変形例
　＜第１の実施の形態＞
〔実施の形態の構成〕
　図２は、本発明の第１の実施の形態の画像表示装置を示す図である。この画像表示装置
１は、輝度補正部２を介して入力される画像データＤ１で画像表示パネル３を駆動して所
望の画像を表示する。
【００１５】
　ここで画像表示パネル３は、画素回路５をマトリックス状に配置して有効画素領域であ
る画像表示部４が作成される。画素回路５は、自発光素子である有機ＥＬ素子６と、有機
ＥＬ素子６を駆動する駆動回路とにより作成される。さらに画像表示パネル３は、画像表
示部４以外の部位に、ダミーの画素回路５ＤＡ及び５ＤＢが複数設けられ、このダミーの
画素回路５ＤＡ及び５ＤＢによりそれぞれダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢが複数
設けられる。この実施の形態では、この複数のダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢに
、２つの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢが適用される。
【００１６】
　ここでＡ－Ａ線により断面を取って図２（Ｂ）に示すように、このダミーの有機ＥＬ素
子６ＤＡ及び６ＤＢは、画像表示パネル３の裏面側に出射光を出射するように作成される
。より具体的に、この画像表示パネル３において、画像表示部４の有機ＥＬ素子６は、ト
ップエミッション方式で作成されるのに対し、ダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢは
、ボトムエミッション方式で作成される。なおダミーの画素回路５ＤＡ及び５ＤＢ、有機
ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢがボトムエミッション方式により作成される点を除いて、画像
表示部４の画素回路５と同一に作成される。この図２において、符号Ｌ１、Ｌ１ＤＡ及び
Ｌ１ＤＢは、有機ＥＬ素子６、６ＤＡ及び６ＤＢの出射光である。
【００１７】
　画像表示パネル３は、ダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢの出射光Ｌ１ＤＡ、Ｌ１
ＤＢをそれぞれ受光する受光素子７Ａ及び７Ｂが、画像表示パネル３の裏面側に配置され
る。なお受光素子７Ａ及び７Ｂは、例えばフォトダイオードであり、例えば透明接着材を
用いた接着により配置される。画像表示装置１は、輝度補正部２により、ダミーの有機Ｅ
Ｌ素子６ＤＡ及び６ＤＢを駆動し、受光素子７Ａ及び７Ｂの受光結果によりこの有機ＥＬ
素子６ＤＡ及び６ＤＢの発光輝度を一定の時間間隔で計測する。また計測した発光輝度に
基づいて、輝度補正部２により、画像データＤ１の階調を補正して画像表示パネル３に出
力し、発光輝度の低下を補正する。
【００１８】
  〔輝度補正部の詳細構成〕
　図１は、輝度補正部２の詳細構成を示すブロック図である。なお輝度補正部２は、例え
ば輝度補正用のプログラムを実行する演算処理手段とこの演算処理手段の周辺回路とによ
り構成される。従ってこの図１に示す輝度補正部２の各ブロックは、この演算処理手段及
び演算処理手段の周辺構成により構成される機能ブロックである。
【００１９】
　補正部１１は、補正量決定部１２で決定した画素毎の補正量を画像データＤ１に乗算し
、画像データＤ１の階調を補正して画像データＤ３を生成する。補正部１１は、この画像
データＤ３と、ダミー画素制御部１４から出力される駆動データＤ２Ａ及びＤ２Ｂとを時
分割多重化して画像表示パネル３に出力する。なお画像データＤ３及び駆動データＤ２Ａ
、Ｄ２Ｂを時分割多重化して画像表示パネル３に入力する代わりに、画像データＤ３、駆
動データＤ２Ａ、Ｄ２Ｂを個別に画像表示パネル３に入力してもよい。
【００２０】
　画像表示パネル３は、画像データＤ３で画像表示部４の画素回路５を駆動する。また駆
動データＤ２Ａ及びＤ２Ｂをそれぞれダミーの画素回路５ＤＡ及び５ＤＢに入力し、この
駆動データＤ２Ａ及びＤ２Ｂでダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢをそれぞれ発光さ
せる。
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【００２１】
　輝度補正部２において、輝度実測部１３は、受光素子７Ａ及び７Ｂの受光結果を処理し
てダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢの発光輝度を検出し、この検出結果を出力する
。
【００２２】
　ダミー画素制御部１４は、輝度実測部１３の検出結果に基づいたフィードバック制御に
より駆動データＤ２Ａ及びＤ２Ｂを生成して出力し、有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢをそ
れぞれ一定の発光輝度で発光させる。この実施の形態において、有機ＥＬ素子６ＤＡ及び
６ＤＢは、この一定の発光輝度が有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢで異なる発光輝度であっ
て、例えば画像データＤ３の最高階調及び中間階調に対応する発光輝度に設定される。ま
たダミー画素制御部１４は、所定の計測周期で、一時的にフィードバック制御を中止し、
発光輝度計測用の駆動データＤ２Ａ及びＤ２Ｂを出力する。
【００２３】
  〔劣化量の予測〕
　ここでこの実施の形態において、輝度補正部２は、導出関数を用いた演算処理により輝
度情報を検出する。ここで導出関数は、種々の階調、発光時間で発光する有機ＥＬ素子６
の劣化量に対して、当該有機ＥＬ素子６を一定の階調で一定時間駆動して劣化量が等しく
なる階調又は駆動時間を、当該有機ＥＬ素子６の駆動の履歴から定義する関数である。従
って導出関数は、画像表示部４に設けられた有機ＥＬ素子６の劣化量を、当該有機ＥＬ素
子６を一定の階調で一定時間駆動した場合の階調又は駆動時間に換算して示す関数である
。
【００２４】
　この実施の形態では、この導出関数により、処理対象画素を一定の階調で、ダミーの有
機ＥＬ素子６ＤＡ、６ＤＢと同一の時間だけ駆動して、有機ＥＬ素子６の劣化量に対して
、劣化量が等しくなる一定の階調を輝度情報として検出する。またこの輝度情報を用いて
、受光素子７Ａ及び７Ｂの受光結果を処理して各画素の発光輝度を検出する。また検出し
た発光輝度から劣化量を検出して画像データＤ１を補正する。
【００２５】
　より具体的に、この実施の形態には、次式により示すように、この導出関数に、劣化速
度変換関数を重み付け係数として用いて画像データＤ３の階調を重み付け平均する関数が
適用される。なおここで劣化速度関数は、劣化速度の階調依存性を示す関数である。ここ
でｈ（Ｌ（ｉ）、Ｌｏ）は、階調Ｌｏに対する階調Ｌ（ｉ）の劣化速度変換関数である。
有機ＥＬ素子では、発光輝度が高くなるに従って発光輝度の劣化速度が増大することから
、劣化速度変換関数ｈ（Ｌ（ｉ）、Ｌｏ）は、階調Ｌ（ｉ）が増大するに従って値が増大
する関数である。劣化速度変換関数ｈ（Ｌ（ｉ）、Ｌｏ）は、例えば階調Ｌｏに対する階
調Ｌ（ｉ）の比をパラメータに設定した一次関数、二次関数、べき乗関数等を適用するこ
とができる。またＬ（ｉ）は、画像データＤ３の対応する画素の階調であり、ｔ（ｉ）は
、階調Ｌ（ｉ）での表示時間である。なおｈ（Ｌ（ｉ）、Ｌｏ）＝１の場合、（２）式は
、単純に階調Ｌ（ｉ）の平均値を計算することになる。
【００２６】
【数２】

【００２７】
　ここで図３に示すように、所定の時点ｔｏにおけるダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６
ＤＢの発光輝度をｙｏ＝ｆ（ｔｏ、Ｌｏ）、ｙ１＝ｆ（ｔｏ、Ｌ１）とする。ここでダミ
ーの有機ＥＬ素子６Ｄの輝度情報Ｌａｖｏは、（２）式からＬｏ／ｔｏである。これに対
してダミーの有機ＥＬ素子６ＤＢの輝度情報Ｌａｖ１は、（２）式からＬ１×ｈ（Ｌ１、
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Ｌｏ）／ｔｏで表すことができる。
【００２８】
　従ってこの場合、それぞれ階調情報Ｌａｖｏ及びＬａｖ１を有する有機ＥＬ素子６ＤＡ
及び６ＤＢの発光輝度ｙｏ及びｙ１に対して、処理対象画素の階調情報Ｌａｖが（２）式
より求められることになる。従ってこの場合、次式により示すように、処理対象画素の発
光輝度ｙｘを所定の補間関数ｉ（ｔｏ、Ｌ（ｉ）、Ｌｏ、Ｌ１）を用いて導出することが
できる。なおこの補間関数ｉ（ｔｏ、Ｌ（ｉ）、Ｌｏ、Ｌ１）は、例えば階調情報Ｌａｖ
により発光輝度ｙｏ及びｙ１を内挿演算、外挿演算する一次関数、二次関数等を適用する
ことができる。
【００２９】
【数３】

【００３０】
　この予測原理に基づいて、輝度情報格納部１７は、直前に計算した対応する画素の輝度
情報Ｌａｖを画素毎に格納して保持し、これにより各画素の駆動の履歴を輝度情報により
記録して保持する。
【００３１】
　輝度情報計算部１６は、輝度情報格納部１７に格納した対応する輝度情報Ｌａｖを画像
データＤ３の階調Ｌ（ｉ）で補正して（２）式の演算処理を実行する。
【００３２】
　補正量決定部１２は、輝度情報計算部１６で計算した輝度情報Ｌａｖ、受光素子７Ａ及
び７Ｂの受光結果ｙｏ、ｙ１を用いて（３）式の演算処理を実行して発光輝度ｙｘを検出
し、この検出結果に基づいて補正値を決定して出力する。
【００３３】
　〔実施の形態の動作〕
　以上の構成において、この画像表示装置１では（図２）、順次入力される画像データＤ
１が輝度補正部２を介して画像表示パネル３に入力される。画像表示パネル３では、輝度
補正部２を介して入力される画像データＤ３により、画像表示部４を構成する各有機ＥＬ
素子６の発光輝度が設定され、これにより画像データＤ１による画像を表示する。
【００３４】
　しかしながら有機ＥＬ素子６は、発光輝度が高ければ高い程、長時間使用すれば使用す
る程、発光効率が低下する。その結果、画像表示装置では、発光輝度の低下、色度の変動
、焼き付きが発生する。
【００３５】
　そこで画像表示装置１では、画像表示パネル３の画像表示部４以外の部位に、ダミーの
有機ＥＬ素子、受光素子が設けられ、画像表示パネル３に設けられた有機ＥＬ素子６の発
光輝度の低下が輝度補正部２によりモニタされる。またこのモニタ結果に基づいて輝度補
正部２により各有機ＥＬ素子６の駆動に使用する画像データＤ１の階調が補正され、これ
により発光輝度の低下、色度の変動、焼き付きが防止される。
【００３６】
　しかしながら従来手法（特開２００７－１５６０４４号公報に開示の手法）により、マ
スタ劣化カーブを作成して劣化量を求めいていたのでは、マスタ劣化カーブを記録して保
持する構成が必要になり、画像表示装置の構成が複雑になる。
【００３７】
　そこで画像表示装置１では、画像表示パネル３にダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６Ｄ
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Ｂが複数個設けられ、このダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢが異なる階調で駆動さ
れる。また画像表示装置１では、ダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢの発光輝度ｙｏ
及びｙ１がそれぞれ受光素子７Ａ及び７Ｂを用いて検出される。画像表示装置１では、輝
度情報計算部１６において、画像データＤ３の階調Ｌ（ｉ）を導出関数により処理し（（
２）式）、画像表示部４の各有機ＥＬ素子６の劣化量に対して、当該有機ＥＬ素子６を一
定の階調で一定時間駆動して劣化量が等しくなる階調Ｌａｖが輝度情報として検出される
。またこの輝度情報Ｌａｖにより受光素子７Ａ及び７Ｂの受光結果ｙｏ、ｙ１を補間演算
処理し（（３）式）、各画素の劣化量が検出される。
【００３８】
　その結果、画像表示装置１では、いちいちマスタ劣化カーブを記録して保持しなくても
、各画素の劣化量を予測することができ、簡易な構成で、発光輝度の低下を補正すること
ができる。
【００３９】
　〔実施の形態の効果〕
　以上の構成によれば、所定の導出関数を用いて求めた輝度情報に基づいて、複数の受光
素子の受光結果を用いた補間演算処理により発光輝度の劣化量を予測することにより、従
来に比して簡易な構成により発光輝度を予測することができる。
【００４０】
　より具体的に劣化速度変換関数で画像データの階調を重み付け平均する導出関数を用い
て、画像データの階調を処理して補間演算処理することにより、画像データをこの導出関
数で処理して従来に比して簡易な構成により発光輝度を予測することができる。
【００４１】
　また画像表示部以外の部位にダミーの自発光素子を複数配置し、この複数のダミーの自
発光素子の発光輝度を補間演算することにより、簡易な構成で所望の階調による受光結果
を取得して処理することができ、従来に比して簡易な構成により発光輝度を予測すること
ができる。
【００４２】
　また自発光素子が、有機ＥＬ素子であることにより、有機ＥＬ素子によるフラットディ
スプレイ装置に適用して、輝度劣化、色度の変化、焼き付きを防止することができる。
【００４３】
　またダミーの自発光素子が画像表示パネルの裏面側に出射光を出射し、受光素子を画像
表示パネルの裏面側に配置することにより、画像表示パネルを保持する筐体の構成を簡略
化することができる。
【００４４】
  ＜第２の実施の形態＞
　この実施の形態の画像表示装置は、（２）式の導出関数に代えて、次式の導出関数が適
用される。この実施の形態の画像表示装置は、この導出関数に関する構成が異なる点を除
いて、上述の第１の実施の形態と同一に構成される。従って以下においては、適宜、図１
の構成を流用して説明する。
【００４５】
【数４】

【００４６】
　ここで１／ｇ（Ｌ（ｉ）、Ｌｏ）は、単位劣化量の劣化に要する時間の階調依存性を示
す関数であり、階調Ｌ（ｉ）の表示時間ｔ（ｉ）による劣化量を、基準階調Ｌｏの表示時
間に換算する劣化速度変換関数である。ここで劣化速度変換関数１／ｇ（Ｌ（ｉ）、Ｌｏ
）は、階調Ｌ（ｉ）が高くなればなる程、値が大きくなる関数である。劣化速度変換関数
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１／ｇ（Ｌ（ｉ）、Ｌｏ）は、例えば階調Ｌｏに対する階調Ｌ（ｉ）の比をパラメータに
設定した一次関数、二次関数、べき乗関数等を適用することができる。この実施の形態で
は、この劣化速度変換関数１／ｇ（Ｌ（ｉ）、Ｌｏ）を重み付け係数に設定した重み付け
加算により輝度情報ｔａｖを検出する。
【００４７】
　従ってこの実施の形態において、輝度情報格納部１７は、この（４）式に示す輝度情報
ｔａｖを格納して保持する。
【００４８】
　輝度情報計算部１６は、輝度情報格納部１７に格納した直前の輝度情報ｔａｖを用いて
、画像データＤ３により（４）式の演算処理を実行し、最新の輝度情報ｔａｖを計算する
。
【００４９】
　補正量決定部１２は、フィードバック制御時における駆動データＤ２Ａ及びＤ２Ｂの階
調Ｌｏ及びＬ１、ダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ、６ＤＢの駆動時間を適用して（４）式の
演算処理を実行し、基準の輝度情報ｔａｖＬｏ及びｔａｖＬ１を検出する。また第１の実
施の形態と同様に、この基準の輝度情報ｔａｖＬｏ及びｔａｖＬ１、（４）式の演算処理
により求められる輝度情報ｔａｖ、有機ＥＬ素子６ＤＡ、６ＤＢの発光輝度ｙｏ、ｙ１に
よる補間演算処理により、処理対象画素の発光輝度ｙｘを検出する。またこの発光輝度ｙ
ｘから補正値を決定する。なおこの補正量決定部１２における演算処理は、（３）式との
対比により次式により表すことができる。
【００５０】

【数５】

【００５１】
　以上の構成によれば、発光輝度の単位劣化量の劣化に要する時間の階調依存性を示す劣
化速度関数を用いて重み付けし、画像データの各階調による表示時間を集計する導出関数
を使用する場合でも、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００５２】
  ＜第３の実施の形態＞
　この実施の形態の画像表示装置は、ダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び又は６ＤＢの階調
を可変する。この実施の形態の画像表示装置は、このダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡの駆動
に係る階調に関する構成が異なる点を除いて、第１の実施の形態と同一に構成される。従
って以下においては、適宜、図１の構成を流用して説明する。
【００５３】
　ここで階調を可変する場合、例えば一定のパターンにより周期的に階調を可変し、又は
ランダムに階調を可変し、これにより画像データＤ１と無関係に階調を可変してもよい。
この場合、実際の画像表示の状態に近い状態で発光輝度を実測できることから、精度良く
劣化量を予測することができる。
【００５４】
　またこれに代えて、画像データＤ１の平均階調、画像表示部４の特定画素の階調等に設
定し、画像データＤ１に応じてダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び６ＤＢの階調を可変して
もよい。この場合、実際に表示する画像データに応じてダミーの有機ＥＬ素子６ＤＡ及び
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６ＤＢの階調を設定できることから、精度良く劣化量を予測することができる。
【００５５】
　この実施の形態によれば、ダミーの有機ＥＬ素子の階調を可変しても、第１の実施の形
態と同様の効果を得ることができる。
【００５６】
  ＜第４の実施の形態＞
　この実施の形態の画像表示装置は、画像表示部に近接して受光素子が配置され、ダミー
画素の有機ＥＬ素子に代えて、画像表示部の有機ＥＬ素子の発光輝度を検出する。この実
施の形態の画像表示装置は、この受光素子に関する構成が異なる点を除いて、上述の第１
又は第２の実施の形態と同一に構成される。
【００５７】
　画像表示装置は、このため例えばこの画像表示装置の電源起動時等において、動作モー
ドを切り換え、発光輝度の劣化量測定のための所定パターンを画像表示部で表示する。ま
たこの所定パターンの受光結果により補正基準の発光輝度ｙｏ、ｙ１を検出する。この場
合、特定の階調で安定して輝度検出することができる。
【００５８】
　なおこれに代えて、画像データの階調をモニタし、画像データが特定の階調となった場
合に、発光輝度を検出して補正基準の発光輝度ｙｏ、ｙ１を検出してもよい。
【００５９】
　またこれに代えて、発光輝度の階調依存性を示すデータを記録して保持し、受光素子を
介して検出される発光輝度をこのデータにより補正して補正基準の発光輝度ｙｏ、ｙ１を
検出してもよい。
【００６０】
　この実施の形態では、ダミー画素に代えて、画像表示部の発光輝度を検出することによ
り、一段と精度良く発光輝度の劣化を予測することができる。
＜変形例＞
　なお上述の第１及び第２の実施の形態では、画像表示部の有機ＥＬ素子及びダミー画素
の有機ＥＬ素子をトップエミッション方式及びボトムエミッション方式により作成する場
合について述べた。しかしながら本発明はこれに限らず、画像表示部の有機ＥＬ素子及び
ダミー画素の有機ＥＬ素子をボトムエミッション方式及びトップエミッション方式により
作成してもよい。
【００６１】
　また実用上十分に、画像表示パネルを配置する筐体の構成を簡略化できる場合には、ダ
ミー画素の有機ＥＬ素子については、有機ＥＬ層を挟持する上下電極の双方を透明電極に
より作成し、出射面及び裏面の双方に出射光を出射してもよい。また画像表示部の有機Ｅ
Ｌ素子及びダミー画素の有機ＥＬ素子の双方を、トップエミッション方式又はボトムエミ
ッション方式により作成してもよい。
【００６２】
　さらに上述の実施の形態では、受光素子を画像表示パネルの裏面に配置する場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、画像表示パネル内に配置してもよい。
【００６３】
　また上述の第１～第３の実施の形態では、補正部で階調を補正した画像データを輝度情
報計算部に入力して階調を補正する場合について述べた。しかしながら本発明はこれに限
らず、補正部に入力する前の画像データを輝度情報計算部に入力して階調を補正してもよ
い。なおこの場合、第１及び第２の実施の形態では、この補正部で階調を補正する前の画
像データによる劣化量の検出に対応するように、ダミー画素制御部１４による発光輝度の
フィードバック制御を中止してもよい。
【００６４】
　また上述の実施の形態では、画素毎に、補正値を設定する場合について述べた。しかし
ながら本発明はこれに限らず、複数画素毎に、補正値を設定する場合、画像表示パネルの
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【００６５】
　また上述の実施の形態では、フレーム単位で、補正量を設定する場合について述べた。
しかしながら本発明はこれに限らず、例えば複数フレームの平均輝度で輝度情報を計算す
るようにして、複数フレーム単位で、補正量を設定するようにしてもよい。
【００６６】
　また上述の第１及び第２の実施の形態では、２つのダミー画素の受光結果で画像表示パ
ネルに設けられた全画素の発光輝度を補正する場合について述べた。しかしながら本発明
はこれに限らず、画像表示パネルを所定領域に区切り、領域毎にそれぞれダミー画素を設
けて発光輝度を補正する場合にも広く適用することができる。またこれに代えて、色毎に
、ダミーの画素を設け、各色の発光輝度を対応するダミーの画素の受光結果で補正する場
合にも広く適用することができる。
【００６７】
　また上述の実施の形態では、２つの受光素子の受光結果で対応する領域の発光輝度を補
正する場合について述べた。しかしながら本発明はこれに限らず、３つ以上の受光素子の
受光結果で対応する領域の発光輝度を補正するようにしてもよい。
【００６８】
　また上述の実施の形態では、有機ＥＬ素子による自発光素子で画像表示パネルを構成す
る場合について述べたが、本発明はこれに限らず、種々の自発光素子で画像表示パネルを
構成する場合に広く適用することができる。
【００６９】
　また上述の実施の形態では、それぞれ好適な画像表示装置の構成を説明したが、本発明
はこの構成に限らず、必要に応じて上述の構成を組み合わせて画像表示装置を構成しても
よい。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、例えば有機ＥＬ（Electro Luminescence）素子等の自発光素子を用いたアク
ティブマトリックス型の画像表示装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の第１の実施の形態の画像表示装置の詳細構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の画像表示装置を示す図である。
【図３】各階調における発光輝度の時間変化を示す特性曲線図である。
【図４】劣化量の検出の説明に供する特性曲線図である。
【図５】従来手法による劣化量の検出の説明に供する特性曲線図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１……画像表示装置、２……輝度補正部、３……画像表示パネル、６、６ＤＡ及び６Ｄ
Ｂ……有機ＥＬ素子、７Ａ及び７Ｂ……受光素子、１２……補正量決定部、１６……輝度
情報計算部
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